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(57) Abstract: The inventive system is used to design a technical system, which is characterised by condition variables and by di- 
agnostic variables. A measurement field comprising first measured variables is incorporated into the design of the technical system, 
said first measured variables being measured with a predetermined accuracy. In addition, second measured variables can be mea- 
sured with a predetermined accuracy. According to the inventive method, sensitivity variables are determined for the first measured 
variables. To determine said sensitivity variables, the extent to which a modification of the measurement accuracy of the first mea- 
sured variables influences at least one parameter is calculated and to determine the second sensitivity variables, the extent to which 
the measurement of the second measured variables influences at least one parameter is calculated. The measurement field is then 
modified in such a way that the accuracy of the measured variables is altered, the first measured variables are removed from the 
measurement field and/or the second measured variables are added to the measurement field. 
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(57) Zusammenfassung: Verfahren und Vorrichtung zur Analyse eines techniscehn Systems sowie Computerprogramm. Verfahren 
zum Entwurf eines technischen Systems, das durch Zustandsgrossen und Diagnosengrossen charakterisiert isL In den Entwurf wird 
ein Messpark einbezogen, der erste Messgrossen umfasst, die mit einer vorgegebenen Genauigkeit gemessen werden. Ferner sind 
zweite Messgrossen mit einer vorgegebenen Genauigkeit messbar. In Verfahren werden Sensitivitatsgrossen fur die Messgrossen 
bestimmt, wobei zur Bestimmung der ersten Sensitivitatsgrossen ermittelt wird, in welchem Masse cine Anderung der Genauigkeit 
der Messung der ersten Messgrossen wenigstens einen Parameter beeinflusst, und zur Bestimmung der zweiten Sensitivitatsgrossen 
ermittelt wird, in welchern Masse die Messung der zweiten Messgrossen wenigstens einen Parameter beeinflusst. Der Messpark 
wird daraufhin der art verandcrt, dass die Genauigkeit einer Messgrossen verandcrt aus dem Messpark herausgenommen und/oder 
oder zweite Messgrossen zum Messpark hinzugenommen werden. 



